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Katedra prowadzi badania w obszarze elektroniki  
i fotoniki obejmujące:

•  metodologię obserwacji i eksperymentu;
•  algorytmizację problemu odwrotnego;
•  modelowanie matematyczne pól fizycznych i ich prak-

tyczną realizację metodami tomografii optycznej i im-
pedancyjnej;

•  kompleksowe modelowanie dynamicznych obiektów 
technicznych i biomedycznych z uwzględnieniem pa-
rametrów skupionych i rozłożonych;

•  analizę spektralną i polaryzacyjną promieniowania roz-
proszonego w układach dyspersyjnych oraz ich prak-
tyczne wykorzystanie w ocenie właściwości materiałów 
kompozytowych;

•  metody obrazowania optycznego i przetwarzania da-
nych pomiarowych w trójwymiarowej przestrzeni, i ich 
fuzję na potrzeby bezstratnego kodowania obrazów;

•  wieloczujnikową fuzję danych o różnej przestrzennej 
rozdzielczości z wykorzystaniem deterministycznych, 
stochastycznych i inteligentnych metod ich przetwa-
rzania;

•  wykorzystanie reprezentacji czasowo-częstotliwo-
ściowej do przetwarzania danych pomiarowych i ich 
praktyczną realizację za pomocą procesorów sygna-
łowych;

•  metody identyfikacji parametrycznej statycznych i dy-
namicznych modeli złożonych obiektów wraz z ich prak-
tycznym zastosowaniem w pomiarach właściwości ukła-
du oddechowego i krwionośnego człowieka;

•  wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do pozyski-
wania informacji ilościowych i jakościowych z danych 
pomiarowych.
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